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摘要(译)

一种用于重新校准包括第一热传感器和第二热传感器的双侧热扫描器的
方法可以包括：在热传感器处于其正常位置的情况下获取第一组热扫描
数据;分析可选地分析第一组热扫描数据以确定数据是否具有单侧偏差;获
取第二组热扫描数据，其中热传感器的位置反转;从第一和第二组热扫描
数据确定校准;并且可选地使用校准来校正第一和/或第二组热扫描数据中
的至少一个。
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